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分子雲内部は完全に中性状態ではなく微弱に電離しており、その結果イオン分子反応によって様々な星間分子
が形成される。そのため、この分子雲における電離度は、分子ガスにおける化学反応を理解するうえで重要なパ
ラメータである。分子雲内部には星間紫外光はほとんど入り込まないため、主な電離源は星間宇宙線によるもの
と考えられている。太陽近傍では宇宙線の強度から電離度を直接推定でき、おおよそ η ∼ 10−17 s−1である。宇
宙線の強度意外からこの電離度を測定する方法としては、OH+、H2O

+、H3O
+などの酸素を含むイオン分子の

組成を利用したものがある。酸素原子はイオン化エネルギーが水素原子よりも高く通常は星間空間では紫外光に
より電離されることはないため、これらイオン分子は宇宙線により電離した H+や H+

3
と中性酸素との反応で形

成される。その結果、これらの分子の存在量は水素の電離度を直接反映するため、そこから分子雲の電離度を推
定することができる。
そこで、SPICAの SAFARIによるOH+、H2O

+、H3O
+の分光観測から、近傍銀河における分子雲の電離度

を調べることを検討している。SAFARIの観測波長帯にはこれらのイオン分子の回転遷移が数多くあり、多輝線
観測による励起解析から正確に分子の存在量を推定することができる。観測ターゲットは主にスターバースト銀
河や活動銀河核などを考え、対象天体や観測感度などについて検討している。さらに、銀河円盤領域の分子雲に
おける観測の可能性についても検討する。もし分子雲の電離度の推定が可能だった場合、近傍銀河の円盤領域に
おける宇宙線強度を知る手法となる。本講演ではこれらの検討の現状について報告する。


